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                     Janeiro de 2000 (V1.1)
Preâmbulo

Esta versão V1.1 do texto de apoio sobre o Projecto para a Testabilidade pertence ao conjunto de documentos sob a responsabilidade da FEUP e pretende apresentar o projecto de circuitos testáveis, com base numa abordagem de ordem prática. É importante enfatizar a abordagem prática que esteve subjacente ao desenvolvimento deste material de ensino, essencialmente concebido para ser usado num ambiente de laboratório, mais do que numa sala de aulas tradicional. 

As sessões de tipo prático requerem dois tipos de recursos de apoio:

· Um complemento de hardware a este texto, na forma de uma carta de demonstração que exemplifica os problemas e as possíveis soluções relacionadas com o teste de circuitos por varrimento periférico (boundary scan test).

· Uma aplicação Windows que permite aos alunos escrever e executar os seus próprios programas de teste.

A informação necessária para o fabrico de cartas de demonstração é incluída em anexo no final do capítulo 5 (Geração do Programa de Teste para uma CCI com BST – IEEE 1149.1), acompanhando igualmente estes elementos uma disquete para a instalação da aplicação referida acima. 

Apesar de os princípios gerais do projecto para a testabilidade, com base no projecto com varrimento (scan design), datarem já de meados dos anos 70, a aprovação em 1990 da norma IEEE 1149.1 (para o caso dos circuitos digitais) veio contribuir decisivamente para a sua aceitação na indústria e tornou esta tecnologia acessível a qualquer projectista. Esta tendência consolidou-se em Junho de 1999, com a aprovação da norma IEEE 1149.4 para o teste de circuitos mistos, o que explica a razão pela qual estas duas normas constituem a base deste texto.
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